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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 49 de la CEIl: Dispositifs
piézoélectriques et diélectriques pour la commande et le choix de la fréquence.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
49/356/FDIS 49/377/RVD
Lé rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informa 0y le vote ayant

abouti a I'approbation de cet amendement.

Phge 4

SOMMAIRE

AJouter le titre de la section 4 et des articles 4.1, 4

SECTION 4: REGLE DE CONTRO
ET LE CRISTAL DE Q

411 Domaine d'application
4[2 Regle de contrdle pod

413 Regle de contrble

9,

AlJouter a la X te, [& e de la norme suivante:

Phge 8

CEl 60410 \ égles d'échantillonnage pour les contréles par attributs

Phge 46

AJouter/ apreés le texte de la section 3, la nouvelle section suivante:

Section 4: Regle de contrble pour le cristal de quartz synthétique
et le cristal de quartz synthétique préébauché

4.1 Domaine d'application

Cette régle de contrdle s'applique aux cristaux de quartz synthétique et cristaux de quartz
synthétique préébauchés destinés a étre utilisés pour la fabrication d'éléments piézoélectriques
pour la commande et le choix de la fréquence.
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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 49: Piezoelectric and
dielectric devices for frequency control and selection.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting
49/356/FDIS 49/377/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be f
voting indicated in the above table.

i _the -report ¢n

Ppge 5
CONTENTS
AMd the title of section 4 and of clauses 4.1, 4.2 a

SECTION 4: INSPECTION
LUMBERED S

4]1 Scope

dard to the existing list:

plans and procedures for inspection by attributes

Addy after the text of section 3, the following new section:

Section 4: Inspection rule for synthetic quartz crystal
and lumbered synthetic quartz crystal

4.1 Scope

This inspection rule applies to synthetic quartz crystals and lumbered quartz crystals intended
for the manufacture of piezoelectric elements for frequency control and selection.
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.2 Regle de contrble pour le cristal de quartz synthétique

97

4.2.1 Le contr6le d'un cristal de quartz synthétique comprend l'essai lot par lot et I'essai périodique.

4

L

4
L

L
o

L
p

Dans le tableau suivant:

.2.2 L'essai lot par lot

'essai lot par lot est formé du contréle du groupe A et du contréle du groupe B.

.2.2.1 Contrble du groupe A

P programme du controle du groupe A est donne dans le tableau qui suit.

Echantillonnage statistique et le controle doivent étre effectués conformémen
U comme autrement agréé entre l'acheteur et le vendeur.

pur les essais du groupe B.

ps spécimens utilisés pour les essais du groupe A peuvent étre utlls spécimens

a la CEI.60410,

bs numéros des paragraphes des conditions d'essais et de rformances fopt
rdgférence a la section 1 de la présente norme.
D = essai destructif
ND = essai non destructif
NC = niveau de contrble
NQA = niveau de qualité acceptable

Essai /Iw N% C&iit@e% NC N(E/?)A e Eé(;?oirxgsces

Groupe A ND\k \) I 0,1

o 30

imensions minimales.et
aximales spécifiég §
Fistal de quartz synthét

% 153 1.5.3

N

Les\spécimens du groupe B peuvent étre choisis parmi les spécimens essayés dans le groupe A.

réé entre’l'acheteur et le vendeur.

N 1.55.1 1.55.1
Hélures et frac% 1.5.5.2 1.5.5.2
Inclusions \ \ \ 1.5.5.3 Il 0,4 1.4.2
AN
X
412.2.2 Cont oupe B
L¢ programine d'essais du groupe B est donné dans le tableau qui suit, ou comme autremept



https://iecnorm.com/api/?name=60fa00c23f427ed4f50cb018e5ca36bc

60758 Amend. 1 © IEC:1997 -5-

4.2 Inspection rule for synthetic quartz crystal
4.2.1 The inspection of synthetic quartz crystal comprises lot-by-lot tests and periodic tests.

4.2.2 Lot-by-lot test

The lot-by-lot test consists of group A and group B inspection.

4.2.2.1 Group A inspection

The test schedule for group A inspection is given in the following table.

The statistical sampling and the inspection shall be in accordance wit}
ofherwise agreed between buyer and seller.

The samples used for tests in group A may be used as the samples {

In the following table:

Spbclause numbers of test conditions and performance retu
standard.

S 60410, “or as

D = destructive

ND = non-destructive

IL = inspection level

AQL = acceptable quality level

Test &r ND kest@xti& IL AO%L Fe%rlj(i)rren;naennc;
/
droup A DN \\)\/ I 0,1
Minimum and maxim 1N5.3 1.5.3
specified synthetic
crystal dimensions
Twinning \> 1.5.5.1 1.5.5.1
dracks and fract res<\ \ 1.5.5.2 1.5.5.2
DS

[ \ \ \w? 1.5.5.3 I 0,4 1.4.2

clusions \
\;

The test sehedule group B is given in the following table, or as otherwise agreed betweg

buyer and-seller.

Thesamples for group B may be selected from the samples tested in group A.



https://iecnorm.com/api/?name=60fa00c23f427ed4f50cb018e5ca36bc

-6- 60758 amend. 1 © CEI:1997

Dans le tableau suivant:

Les numéros des paragraphes des conditions d'essais et des exigences de performances font
référence a la section 1 de la présente norme.

n =nombre de spécimens (bloc Z ou barreau Y)
= critére d'acceptation (nombre de spécimens défectueux autorisé)
= essai destructif
ND = essai non destructif
N Nompre de spécimens ]
Essai D ou ND C(;J’gilstg)igs et criteres d’acceptat?\(\ Exrlf%er?r?;:cies
o
(o)
(Groupe B D \>
Fvaluation de la qualité 1.5.6 \ 1.4.3

par la méthode de mesure
du coefficient d’extinction
nfrarouge o

Densité des canaux D /5. mu lus com r(kf‘} €é 0 1.4.5
de corrosion ntre \acheteur e ndeur

™

re effectuée sur les mémes

mesure de densité des canaux de orm@e dtncoefficient d'extinction infrarouge o pept
ntervalle de vefifi
htre I'acheteur

e |ot de co i itué i ot 2é S
i p I'inspection dans le méme temps. Le matériau brut pour le cristal de
artz synthetique Préébauché doit étre en conformité avec les valeurs normalisées, lg¢s
igences-associées et les méthodes de mesure de la présente norme.

4

L2 Exigences de contréle

Le programme d'essais lot par lot est donné dans le tableau qui suit.

L'échantillonnage statistique et le contrdle doivent étre effectués en conformité avec la CEl 60410,
ou comme autrement agréé entre I'acheteur et le vendeur.
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In the following table:

Subclause numbers of test conditions and performance requirements refer to section 1 of this
standard.

n = sample size (Z-block or Y-bar)
= acceptance criterion (permitted number of defectives)
= destructive
ND = non-destructive
Sample size and criterion
Test of acceptability Perfermance
Test D or ND conditions guirements
N
c
Group B D \>
Evaluation of infra-red 1.5.6 One or more as \ 1.4.3
[uality by a-measurement between buye
provided o
represe
group ifiten
appllca ion
Ftch channel density D 5. ore as é%} 0 1.4.5
\{etwe n buy r and’se
Eich channel and a-measurement may(be same samples.

The a-verification inte and§ 3 all b€ as agreed between buyer and seller.

3 Inspection r@)

N inspgctio ; gnsist of all the lumbered synthetic quartz crystals produced and

Rpw material-for tumbered synthetic quartz crystal shall be in accordance with the standafd
values, related requirements and measuring methods of this standard.

4{34.27 Inspection requirements

The schedule for the lot-by-lot test is given in the following table.

The statistical sampling and inspection shall be in accordance with IEC 60410, or as otherwise
agreed between buyer and seller.
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Dans le tableau suivant:

Les numéros de paragraphes des conditions d'essais et les exigences de performance font
référence a la section 3 de la présente norme.

D = essai destructif

ND = essai non destructif

NC = niveau de contrble

NQA = niveau de qualité acceptable

. . . NQA Exigences
Essai D ou ND Conditions d’essais NC o
% /Nerformances
ND I
Tlolérance sur les dimensions 3.3.1
3.4.1

Hlanéité de la surface 3.3.2
reférence

Tlolérance angulaire sur la 3.3.3 3.3.3
surface de référence
Hxcentricité du germe 3.3.4 F\ 3.3.4

%/%9
) 7S

érification de I'identification 3.2.2 b |
e la surface de référence

o <L
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In the following table:

Subclause numbers of test conditions and performance requirements refer to section 3 of this
standard.

D = destructive
ND = non-destructive
IL = inspection level
AQL = acceptable quality level
Test D or ND Test conditions IL AO%L fe%rlj(i)rrer?naen:ti
VAN
ND 1 0,4
Tlolerance of dimensions 3.3.1
3.4.1
Heference surface flatness 3.3.2
Angular tolerance of reference
surface 3.3.3
dentrality of the seed 3.3.4 x 3.3.4
\erification of reference 3.2.2 /7\ 1
sprface identification A\ b N
7 (X
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(3) average, (4) above average,

(5) exceptional, (0) not applicable:

clearly written
logically arranged

information given by tables
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13.

If you said yes to 12 then how many
volumes:

14.

Which standards organizations
published the standards in your
library (e.g. ISO, DIN, ANSI, BSI,

0 the buyer illustrations
etc.):

O theuser technical information
0 alibrarian 8. e,
Ll aresearcher I would like to know how | can legally 15.
[0 anengineer reproduce this standard for: . L o

- My-erganizatonrstpporis—tie
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3 In what medium of standard does your

This stangard was purchased from?
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standards (check one):

O paper
------------------------------------------------------ O microfilm/microfiche
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This stangard will be used O CD-RO'\_A French text only
(check ag many as apply): O flopp k _
O for feference O onlin English te'xt only
00 in a|standards library Yy [J Both English/French text
[0 to develop a new product If your organizatjen. curs maintains 17.
O to write specifications part or all of its standQrds #on in Other comments:
ia, please i te the

[d to uke in atender :
[J for ¢ducational purposes
D for & lawsuit = A0 U 7 YINU fulNextN. O N i e
O for quality assessmen@
[0 for gertification iyh does your organization
O for general information aintain its standards collection ]

] e (check all that apply):
[d for ¢lesign purpose

) paper
[d for festing . . . .

microfilm/microfiche
OO othgreooo NG\ Nt N e
\ O mag tape
5. O CD-ROM 18.
This stanfdard will be usedhi 0 floppy disk Please give us information about you
with (chefk as many-as apply): 0 online and your company
O IEc 10A.
O 1o NAME: tevvnieiiiieeeeiieeeeiieeeeeineeens o
For electronic media which format will be

O corgorate chosen (check one) iob title:....... |
[0 other (published by................... [0 raster image
[0 other (published by................... O full text COMPANY: .o
O other (published by................... 11, address: ...

o

This standard meets my needs
(check one)

not at all
almost

fairly well
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exactly

My organization is in the following sector
(e.g. engineering, manufacturing)

12.

Does your organization have a standards
library:

O vyes
O no
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